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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-2: Particular requirements —
Test configurations, operational conditions and
performance criteria for portable test, measuring and

FOREWORD
The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide orgaRjzatio 8 mprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committeges). © promote
interpational co-operation on all questions concerning standardizatign in ilelds. To
this end and in addition to other activities, 8 iffcations,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS S hs “IEC
Publ|cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical i interested

in thHle subject dealt with may participate in this prepartory wprke, |
govgrnmental organizations liaising with the IEC also 4 n

with [the International Organization for Stg
agrepment between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC o

al, governmental aphd non-
paration. IEC collaborateq closely
dance> with conditions deternjined by

conslensus of opinion on the relevant subje ince_ea echnical committee has representation [from all

interpsted IEC National Committees.

IEC [Publications have the forg & i ional use and are accepted by IEC National

Compmittees in that sense.
Publ|cations is accurate,
misi
In o
trangparently to
between any IE
the lgtter.

ade to ensure that the technical content of IEC
for any

ications
iergence
cated in

nformity
for any

erts and

members.of itS\{gchnjca i i i injury, mage or
othef damaygesoftan , i indi , i i es) and
expenses arisitng_out §f the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

Publ|cations}

Attention” is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

indisipensable for the correct application of this publication

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61326-2-2 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control
automation.

and

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2005. This edition
constitutes a technical revision.

The main technical changes with regard to the previous edition are as follows:

Update with respect to IEC 61326-1:2012.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/642/FDIS 65A/653/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This part of IEC 61326 series is to be used in conjunction with |[EC 61326
the same numbering of clauses, subclauses, tables and figures.

When [a particular subclause of IEC 61326-1 is not mentioned i
applieg as far as is reasonable. When this standard states~‘additi
“replagement”, the relevant text in IEC 61326-1 is to be adapted acCerdi

NOTE [The following numbering system is used:

— subglauses, tables and figures that are numbered s
IEC|61326-1;

— unlgss notes are in a new subclause or involve note
inclyding those in a replaced clause or subgla

— addltional annexes are lettered AA, BB, ets,

A list |of all parts of IEC 61326 series
measufement, control and laboratory| us
website.

The cgmmittee has debided\that't
the stability date indicate

related to the sp@: [

* recpnfirmed,
* withdrawn,
* replaced bya
« amgended

ollows

clause

jon” or

hose in

fom 101

bnt for
e |IEC

d until
e data
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-2: Particular requirements —
Test configurations, operational conditions and
performance criteria for portable test, measuring and
monitoring equipment used in low-voltage distribution systems

1 Sqgope

In add|tion to the scope of IEC 61326-1, this part of IEC 61326 sp
configyrations, operational conditions and performance crit
Annex|A of IEC 61326-1 which is:

— usqd for testing, measuring or monitoring of
disfribution systems, and;

— powered by battery and/or from the circuit me
— porjable.

Examples of such EUT include, but arexnotNimi ¢ detectors, insulation t
earth ¢ontinuity testers, earth resistante teste Q0p mpedance testers “residual-c

devicettesters” (RCD-testers) and phase s

NOTE Particular EMC requirerents\ for equipment, coverdd by IEC 61557-8 and IEC 61557-9 are
IEC 613p6-2-4.

The mpnufacturer~spesifies theNenyikonmenty for which the product is intended to bg
and/or|select tho iate fest {& specifications of IEC 61326-1.

latest ed|t|on of the referenced document (includin

Clausg Zof1EC 61326-1:2012 applies, except as follows:

bd test
red by

oltage

psters,
urrent-

piven in

b used

nt and
igs. For

J any

Addition:

IEC 61326-1:2012, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC

requirements — Part 1. General requirements

IEC 61557 (all parts), Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000

V a.c.

and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 61326-

IEC 60050-161 apply.

1 and


https://iecnorm.com/api/?name=322700703fbf6e5e8377f23b48e7727f

-6 - 61326-2-2 © IEC:2012
4 General

Clause 4 of IEC 61326-1 applies.

5 EMC test plan

5.1 General

Subclause 5.1 of IEC 61326-1 applies.

52 Confi i £ EUT durinatesti
Subclause 5.2 of IEC 61326-1 applies, except as follows:

Additidn:

5.2.4.101 Test and measurement I/O ports

Electrgstatic discharge shall be applied to the housing, tc i 2 to the
coupling planes, but not to the inner pins of shielde ample,
BNC, D-subminiature, IEEE 488 (GPIB), RS232, IE ).

For the test according to IEC 61000 st and
measufement ports shall be connect ! ith the
EUT. Where the test leads are unspecified, G » 3 leads
shall bp connected and arranged in a t fi ording
to Figure 101.

If the test leads recommended © 6 undled
up so that the test or 3 j 3

The test leads s@e &
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Top view

I
i
1
EM-clamp(s)® N

I | Test

|
|
|
|
|
|
|
|

AE

Absorber lined shielded enclosure

a8 EM-damp(s) (if necessary).

Auxiliary equipment (AE) pequired for geng
be conhected according<to \tigure 0 =
IEC 61|000-4-6, Figure jA.3.

Voltagé measureme
in serig¢s with one

docum

AE<===7 = L | object

EUT

LT

Incident electromagnetic field

Figure 101 — Test
and monitoring eq

Test object

amps

easuring
£ 61000-4-3

area

onitoring the test object signg
if necessary as described

000 © +100 Q resistor (test object) con
in Figure 102.

IEC

1835/12

| shall

in

nected

EM-clamp(s)

DN

a8 Decoupling network (if necessary).

b For example, voltage source.

AE

IEC 1836/12

Figure 102 — Example of connection details for voltage measurements
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Current measurements shall be made with a 100 Q £10 Q resistor (test object) connected in

parallel with the test leads as shown in Figure 103.

: Test object !
| |
| |
| |
I
| |
gl |
EUT = | | | EM-clamp(s) DN? AE®
=2 ! ;
| |
- |
! |
I [
L
1m ‘
-
1837/12
a8 Decdupling network (if necessary).
b For gxample, current source.
Figure 103 — Example of connection detg surements

5.3 Dperation conditions of EUT d

Additign:
5.3.101 Operational g
Test and measurgme
ranges| unless
applicgtion. Each fu

5.4

5.5

Subcl

tion of
normal

6 Immunity requirements

6.1 Conditions during the tests

Subclause 6.1 of IEC 61326-1 applies.

6.2 Immunity test requirements

Subclause 6.2 of IEC 61326-1 is replaced by the following:

Table A.1 of IEC 61326-1 gives the immunity requirements for equipment covered by the

scope of this part.

Addition:
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6.2.101 Electromagnetic field

If the maximum dimension of the equipment enclosure is <0,3 m, the test is performed from
only one side in accordance with Figure 101 and noted in the test report.

6.3 Random aspects

Subclause 6.3 of IEC 61326-1 applies.

6.4 Performance criteria

Subclause 6.4 of IEC 61326-1 applies, except as follows:

Repladement for 6.4.2 of IEC 61326-1:

6.4.2.101 Performance criterion A

During|testing, normal performance within the specification limits. ThisJ iations
are allowed outside the maximum intrinsic error docume i i of the
instructions for use. The variations shall be limited to five times the. int t more
than £20 % of the measured value when measured at 3 ‘ cale.

7 Emission requirements

Clausg 7 of IEC 61326-1 applies.

8 Test results and test report

Clausd 8 of IEC 61326-1

9 In ;tructions:or
Clausdg 9 of IEC 6
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE
LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-2: Exigences particuliéres —
Configurations d’essai, conditions de fonctionnement et

critéres de performance des matériels portatifs d’essai, de mesure et
de surveillance utilisés dans des systémes de distribution basse tension

AVANT-PROPOS
La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organigatio Blisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Com a CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les fuestio ans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI — Normes
interpationales, des Spécifications techniques, des Rapports techn bles au
public (PAS) et des Guides (ci-apres dénommeés "Publication(s ige a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité nationg iper. Les
orgaisations internationales, gouvernementales et non goyverné pdrticipent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avee|'¢ rga igation In ernatiofiale de Normalisatidn (I1SO),
selo \ @
Les flécisions ou accords officiels de la C ¢ gques représentent, dans lal mesure
du ppssible, un accord international sur les’\sujets étant'donné gue les Comités nationaux dg la CEIl
intérpssés sont représentés dans chaque comi ’
Les Publications de la CEIl se présentent e\recommandations internationales et sont Jagréées
comine telles par les Comités natlonaux de a Ck raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'asgure de I'exactitude du ions; la CEl ne peut pas étre tenue resgonsable
de I'¢ventuelle mauvaise uti satlo qu |nter faite par un quelconque utilisateur final
Dang le but d'encourage les Cpomités nationaux de la CEIl s'engagent, dans|toute la
meslire possible, a appliqs 2 ente les Publications de la CEl dans leurs publications
natignales et régidnales, i 2 S e toutes Publications de la CEIl et toutes publications
natignales ou ré ¢ ¢ i re indiquées en termes clairs dans ces derniéres.
La JEI elle-méme e de conformité. Des organismes de certification indégendants
fournjissent des se formité et, dans certains secteurs, accédent aux marfjues de
confprmité de la st responsable d'aucun des services effectués par les organigmes de
certification indép
Toug i gr qu'ils sont en possession de la derniere édition de cette publicatipn.
Aucyne etre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilidires ou
mangldtaires COMpkis ses\experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des [Comités
natignaux™e tolt préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dominage de’guelque wature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |les frais
de jystice) et-les™d es découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
toutq autre Rublicatiorf de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.
L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencees est obligatoire pour une application ColTecie de la presentie publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61326-2-2 a été établie par le sous-comité 65A: Aspects

systémes, du comité d’études 65 de la CEl:

processus industriels.

Mesure, commande et automation dans les

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2005. Cette édition
constitue une révision technique.

Les principaux changements techniques par rapport a I’édition précédente sont les suivants:

Mise a jour par rapport a la CEl 61326-1:2012.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

65A/642/FDIS 65A/653/RVD

61326-2-2 © CE|:2012

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Atra aubilic A

La presente—partie—de—la

ayec la

Ao
TTT oo TT

Py alt
CEI 61326-1:2012 et suit la méme numérotation d'arti
figures| que ce document.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la CEl 61326-1 n'est pas m
partie,|ce paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnapfe:
spécifie "addition", "modification" ou "remplacement",
CEI 61326-1 doit étre adapté en conséquence.

NOTE |Le systéeme de numérotation suivant est utilisé:

— par3graphes, tableaux et figures: ceux qui sont numérotés \a parti
CEI|61326-1;

— a I'¢xception de celles qui sont dans u
CEI|61326-1, les notes sont numérotées a
modifiés ou remplacés;

— les annexes complémentaires sont référengées AA, BB\ett

Une ligte de toutes les parti

Le conpité a dé
stabilitp indiquée™sdr

relativgs a la publigd

* remplace iion févisée, ou

K et de

prgsente

norme
de la

ux de la

bs de la
qui sont

Jatériel

ate de
nnées
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE
LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-2: Exigences particuliéres —
Configurations d’essai, conditions de fonctionnement et

criteres de performance des matériels portatifs d’essai, de mesure et
de surveillance utilisés dans des systémes de distribution basse tension

1 Dgd

En co
CEIl 61
fonctio
CEl 61

— util

)maine d’application

326-1, qui sont:

sés pour le contrdle, la mesure ou la surveillanc

de la
ditions
A de la

ns les

bsteurs

s, tels

V-9 sont

e les

ou en
ur les
es, la

réspaux de distribution basse tension, et;
— alimentés par batterie et/ou par le circuit mesuré
— poratifs.
Exemples de tels EST (non exhaustifs)?
de continuité de terre, testeurs de régi re, testeurs d’impédance de boucle,
“testeurs de dispositifs a courant résiduel”
que définis dans la CEI 61
NOTE |Les exigences CE
donnéeq dans la CEl 61326
Le fa1ricant se 5 J
spécifications du oay ke Qpriees de la CEIl 61326-1.
2 Raéféren
Les dqgc Wvants sont cités en référence de maniere normative, en intégralité
partie, &sent document et sont indispensables pour son application. Pqg
référerjces de seute I'édition citée s’applique. Pour les références non daté
derniefe éditio document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements)

[

L’Article 2 de la CEl 61326-1:2012 est applicable a I'exception de ce qui suit:

Addition:

CEI 61326-1:2012, Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire -
Exigences relatives a la CEM — Partie 1: Exigences générales

CEI 61557 (toutes les parties), Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse
tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. — Dispositifs de contréle, de mesure ou de surveillance
de mesures de protection
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rmes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEl 61326-1
et la CEI 60050-161 s’appliquent.

4 Généralités

L’Articl

5 PI

e 4 de la CEI 61326-1 s’applique.

an d’essais de CEM

5.1

Le Parj

5.2

Le Par
Additio

5.2.4.1

Les dé
aux p
conneq
IEEE 1

Pour I
acces
fournis
d’'essa
dispos
Figure

Si les
convie
distand

Les co
une po

Généralités

hgraphe 5.1 de la CEl 61326-1 s’applique.

Configuration de I'EST lors des essais

n.

01 Acceés entrée/sortie pouressai e

charges électrostatiques doivent étre apphguér nvéloppe, aux bornes de I'
ans de couplage, mais pas @Aux connhexi internes de l'accés blindé o
teurs de cable (par exemple,\ BN i e-D, IEEE 488 (GPIB), RS

bssai conforme g i onditions suivantes doivent étre remplig
’essai et e ¢ » conngctés aux conducteurs d’essai recomman
avec I'E%; 2 urs” d’essai ne sont pas spécifiés, les condy
typiques i S es conducteurs d’essai doivent étre conneq
ES en une ¢Q ! /pique” pour chaque mode de fonctionnement, se
101.
cond ommandés ou fournis font chacun plus de 1 m de |
0% enrdulé de telle sorte que I'objet d'essai ou de mesure soif

nducteurs Wesgai doivent étre disposés a 0,1 m de distance les uns des autre
sition-horizontale sur la table d’essai.

EST et
u des
D32 et

bs. Les
dés ou
cteurs
tés et
lon la

ong, il
a une

5 dans
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|_____

Vue de dessus Pince(s) EM® ————| EA

IEC

a8 Pincé(s) EM (si nécessaire).

i, de mesur¢g
L’équipement auxiliaire (EA ¢ Snérerad surveiller le signal de 'objet
doit étfe connecté suivan F incegs EM, si nécessaire comme décr
la CEI61000-4-6, Figure A
Les mgsures de 4 i avec une résistance de 1 000 Q 100 O
d’essal|) connectée g ie ¢ s conducteurs d’essai comme le montre la Figure 1(

Pour d
rappor

matériau absorbant

N — Ohjet

Enveloppe blindée recouverte de

EA<—— LCof - -
L | dessai

Champ électromagnétique incident

Objet d’essai

ES

1835/12

H'essai
t dans

(objet
2.

ans le

Pince(s) EM DN

EA

8 Rése

IEC

au de découplage (si nécessaire).

b par exemple, source de tension.

Figure 102 — Exemple de détails de connexion pour les mesures de tension

1836/12
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